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摘要(译)

超声探头包括：多个超声换能器，每个超声换能器包括隔膜，层压在隔
膜表面上的下电极，层压在下电极表面上的压电薄膜，并且包括在其上
引起较大振动的有效区域。压电转换，以及在压电转换时产生比有效区
域中的振动小的振动的参考区域，以及层叠在压电膜表面上的上电极;校
正超声换能器之间的性能变化的硬件处理器，其中下电极和上电极中的
一个或两个包括有效区域电极部分和参考区域电极部分，并且每个硬件
处理器是校正的装置来自有效区域电极部分的输出值和有效区域电极部
分的输入值中的一个或两个。
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